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Obligatoria
28220 Semestral 1/1 45
Objectius

Competéncies especifiques
Coneixements

L'objectiu principal és proporcionar els conceptes basics, amb especial émfasi a's aspectes practics, per ala
implementaci6 d’ un sistema d’ instrumentaci6 electronic.

Habilitats
Competéncies genériques

Capacitats previes

Continguts

Programa

1. Principis generals dels sistemes de mesura.

Definicid, objectei aplicacions de lainstrumentacié. Estructura dels sistemes de mesura. Els
senyals als sistemes d’ instrumentaci 6. Descripci6 formal dels sistemes de mesura. Errorsi
incertesa alamesura.

2. Elementsdecircuit i teoremes fonamentals.

Components passiusi actius. Lleis de Kirchoff. Combinacions seriei paral.lel. Principi de
superposicié. El circuit RC. Dispositius semiconductors.

3. Sensorsi acondicionadors.

Classificacio dels sensors. Sensors resistius. Acondicionament per sensors resistius: € pont de
Wheatstone.
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4. Amplificador s operacionals. Aplicacions

L amplificador operacional: especificacions. Aplicacionsliniasdel’ AO. Amplificadors
d’instrumentacio. Filtres. Aplicacions no linials de I’ AO. Comparadors. Generadors de senyal.

5. Electronica digital: dispositius basics

Nivellsdetensid i l0giques. Portes |0giques. Encodersi decoders. MUX digitals. Flip-flops.
Registres. Comptadors binaris. Comparacio de prestacions de diferents [6giques. Comparadors
digitals.

6. Adquisici6 de dadesamb PC

Principis de la conversio anal ogica-digital. Conversors anal ogic-digital i digital-analogic.
Circuits auxiliars: S&H i MUX. Estructura de les targes d'adquisicio per PC. Especificacionsi
seleccio.

7. Sistemes d’instrumentacié automatics

Generalitats. Arquitecturadel hardware i del software. Bussos d' instrumentaci6. |nstrumentacio
virtual.

8. Interferéncies electromagnétiques.

Soroll i interferéncies. Tipus d'interferéncies: resistives, capacitivesi inductives. Técniques de
reduccio.

M etodologia docent

Avaluacio

2a convocatoria

la convocatoria (febrer/juny) (juliol/sstembre)

Avaluaci6 en grups Avaluacio individual

¢ Esredlitzaraun examen
a final del quadrimestre.
Lareadlitzaci6 deles
practiques és
imprescindible per poder
aprovar |A’ assignatura.
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Les practiques Savaluen en
grup.

Bibliografia basica

e LanotadA’examen

congtituiraun 50% de la
notafinal i lade
practiques |A’ atre 50%.
Per aque aixo sigui
aplicable esrequeriraun
4.5, comaminim, a
cada unade les notes. Si
algunade les notes és
inferior, IA’ assignatura
estara suspesa.

L'assignatura es
quaificaraamb un 'No
presentat’ en cas de no
readitzar I'examen final.

Guia Docent

03-nov-2008

El sistema d'avaluacio ésigual
al delaprimera convocatoria.

* B.H. Vassos and G.W. Ewing, “Anaog and computer electronics for scientists’, John Wiley & Sons

(1993)

* D. Wobschall, “ Circuit design for electronic instrumentation”, McGraw-Hill (1987)

* P. Horowitz and W. Hill,The Art of Electronics,Cambridge Univ. Press (1989)

* L.K. Wellsand J. Travis, “LabVIEW for everyone', Prentice Hall (1997)

* JY. Beyon, “LabVIEW Programming, data adquisition and analysis’, Prentice Hall (2001)

* B.E. Paton, “ Sensors, transducers & LabVIEW", Prentice Hall (1999)

* A.M. Lazaro, “LabVIEW, Programacion gréfica parael control de instrumentacion”, Paraninfo (1997)

Bibliografia complementaria

Enllacos



